
智能镀层分析，数据互联，效率起飞

镀层分析



XRF分析的速度向来很快。但是，
经常在生产环境中进行XRF测量的
用户都知道，使用XRF设备的大部
分时间都消耗在条件准备和仪器
设置上，而不是在样品实际分析
中。随着测试样品的尺寸越来越
小而复杂性增大，以及对规格要
求越来越严格，且需要进行100%
全检测，此时每一秒时间的节省
都很重要。

日立新推出的FT200系列直指此问题的核心。 
FT210和 FT230的每个设计元素均旨在减少完成

XRF测量所需的时间，有助于更快地根据测试结

果采取行动，减少浪费并提高工作效率。从根本

上说，我们让操作人员与仪器的交互变得越来越

简单。

只需加载零部件并运行 Find My Part™（查找我

的样品）程序，FT210和FT230即可找到需要测

量的零部件和测试点，选择正确的分析程序并将

测试结果发送至所需之处。操作人员很少需要介

入，因此可以将更多的时间用于执行其他任务。

XRF测厚环节不应成为生产过程的瓶颈。从微小

的电子元件到大型镀件，FT200系列均可帮助您

在更短的时间内完成更多工作，更方便的实现

100%全检验。

质量控制与
生产同步

使用FT200系列实现 
无间断生产

出色的可视性

仪器可选配广角相机，在更大面积上显示样品视图。这

一功能加上可调节的发光二极管照明装置，使得精确定

位目标区域变得容易。

最大正常运行时间

自检诊断可确认仪器的稳定性和健康状况。并可将数据共享

至安全的日立ExTOPE Connect云数据服务，以便后台仪器

支持专家给予技术支持。

功能强大且用途广泛

FT200系列简化了测试程序，能分析基材上多达四层镀

层，也可分析金属合金和镀液成分。

易于使用

新型用户界面专为非XRF专家用户设计。直观而整洁，只

需点击鼠标即可进行正确的分析。

快速设置

智能识别功能 Find My Part™(查找我的样品) 会自动选择

正确的分析程序，并找到正确的分析点。

快速分析

自动聚焦加快样品装载速度，即使在不同形状和尺寸的

组件之间切换时依然如此。

无缝集成

与其他软件系统（如QMS、SCADA、MES和ERP）无缝

集成，为内部用户和外部客户提供简单、可定制的数据导

出和报告创建途径。



为了最大限度地提高XRF分析的准确度和精确度，必

须在X射线管、被测零部件和检测器之间保持固定的

距离。焦距的微小变化也会对结果的可靠性产生影

响，X射线管距离样品太近或是太远会使得样品测量

的厚度结果过大或过小。 

我们已完善仪器配置，为用户提供两种自动聚焦选

项：自动接近和自动对焦。

当首选固定工作距离时，使用自动接近功能。只需

轻轻一点，仪器便会自动将分析头移动至准确距

离。 
自动对焦，有时称为“自由距离测量”，选择这种对焦

方式后，即使测量距离发生变化，仪器也能获得准

确的结果。

这一功能可以在一天的分析过程中节省大量时间，尤

其是在测量具有复杂几何形状的组件或高度不同的多

个样品时更能节省时间。

FT200系列标准配置新开发的智能零部件识别系统，可实现快速、简单的分
析设置。这个功能将分析设置中最困难且容易出错的部分予以自动化 —— 
自动为每个分析位置选择正确的分析程序。

自动聚焦

智能识别

自动对焦功能

样品

X射线箱

反射镜

X射线管

X射线

自动接近功能

测量不同高度的零部件

MULTIPLE PARTS

测量距离后自动向下驱动摄像头

样品

X射线箱

反射镜

X射线管

X射线

光轴

Find My Part™ (查找我的样品) 为测量零部件选择正确的分析程序。让 XRF自动选择测量位置和方法，并将

结果和报告发送 至所需之处。这比手动过程更快，能减少用户出错的几 率，并使操作人员有时间执行其他任

务。

当你需要测量新的零部件时，可以很容易的将它们添加至仪器识别库中。



FT200系列是第一款运行日立新FT 
Connect软件的产品，基于40多年
的经验和用户对SmartLink和X-ray 
Station在内的成熟软件的反馈。

FT Connect能助力用户更快获得测试结果。最显著的

区别是界面。FT Connect屏幕并不充满用户操作所需

的控件和选项，而是优先显示样品视图和清晰显示分

析结果，由此能使用户更容易正确定位零部件和根据

结果迅速采取行动。

常规测量屏幕——用户最常使用的界面——仅显示设

置和开始测量以及评估结果所需的控件。用户只需点

击几下鼠标，即可轻松创建校准、设置报告模板和数

据处理规则，以及使用引导式选择工具开发更复杂的

分析程序、模式和零部件。FT Connect不仅使运行常

规分析和快速解读结果变得简单，同时还结合强大

的分析选项，可进行更高级的分析（包括根本原因分

析）。

广域视图 

设置样品进行分析最困难的一个方面是在印刷电路

板或金属部件上找到正确的测量点。除了智能识别功

能，FT200系列还提供业内最大的样品视图软件。屏

幕的大部分区域用来显示零部件，操作人员可以更容

易地查看零部件表面上的特征，帮助他们找到正确的

区域进行分析，并更容易在零部件表面查找。

此外， FT210和 FT230还选配另一台广角相机，可以

更容易、更快速找到大型电路板或金属镀件上的测量

位置。当两台相机一并使用时，用户可以在单个样品

的不同测量位置之间或样品室内多个零部件之间快速

切换，而不会“迷失”在眼花缭乱中。

智能简单的界面



 FT200系列技术规格

我们的专家很乐意与您讨论有关应用的具体技术细节。

分析 详细内容

X射线管 钨（W）靶微焦点X射线管，自上向下照射式， 
最大50 kV，1000µA，50 W

探测器 高分辨率, 大面积50 mm2 SDD [FT230]
高性能正比计数器 [FT210]

初级滤波器 5个初级滤波器（2种铝膜、钛膜、钼膜、镍膜）+ 1个无滤波器位

准直器 4个准直器，有长圆形和圆形两种可供选择，尺寸范围为从0.01 x 0.25 mm到1 mm（0.5 x 10 mil到40 mil） 
元素范围 Al (13) - U (92) [FT230]

Ti (22) - U (92) [FT210]
层数 最多5层（4层加基底）

可选元素 自由选择

大气补偿 自动温度和压力补偿

气路 空气

规范 能量色散X射线荧光测量镀层 
符合ASTM B568、DIN ISO 3497

样品定位 详细内容

最大样品尺寸 500 x 400 x 150 mm 
样品台行程 250 x 200 mm
样品台尺寸 900 x 600 mm - 电动样品台，开槽样品室 

270 x 210 mm - 电动样品台，密闭样品室 
540 x 540 mm - 固定样品台

样品台速度（电动配置） 80 mm/s
样品台精度（电动配置） ≤ 5 µm 
最大样品重量 10 kg - 固定样品台 

5 kg - 电动样品台

z轴行程 205 mm 

工作距离

5 mm - 标称，聚焦激光器 [FT230];                                                                                                                      
9 mm - 标称，聚焦激光器 [FT210] 
5 - 67 mm - 自动对焦/自动接近（可选）[FT230];                                                                                               
9 - 71 mm  - 自动对焦/自动接近（可选）[FT230]

样品台，Z轴控制 软件控制和带启动按钮的三向操纵杆（可选）

聚焦 激光聚焦（一类激光产品）、距离无关测量/自动对焦（可选）、工作距离自动接近（可选）

视野（摄像机） 7.1 x 5.3 mm

视野（广角摄像机，可选） 250 x 200mm

定位辅助 定位激光、预定位激光（电动样品台配置）

软件 详细内容

用户界面 FT Connect

标准功能 镀层分析（FP和经验分析）、体相材料成分分析（FP和经验分析）、多点编程、定性模式、数据历史、诊
断、ExTOPE云链接 密码保护、多级访问控制软件

智能识别功能 “查找我的零件”（机器视觉、二维码/条形码扫描、文本查找）、“查找我的模式”（机器视觉）

语言 简体中文、繁体中文、捷克语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语

PC规格 Windows 11 64位 PC

尺寸和工作环境 详细内容

尺寸 600 x 815 x 745 mm - 密闭样品室 
900 x 931 x 745 mm - 开槽样品室，电动样品台

重量（不含PC） 140 kg 
温度范围 10 - 40 ℃
湿度范围 最大相对湿度：90%（无冷凝）

供电要求 100-240 V±10%；47-63 Hz；1.5 A
信号塔（可选） 三层红色/黄色/绿色指示灯（X射线打开/快门打开/仪器通电）

保修 详细内容

标准期限 1年
可用选项 延长工厂保修期和服务合同

Au/Ni/Cu的典型性能, FT230 Au Ni
测试范围 0.05 - 1 μm

(2 - 40 μin)
0.1 - 9.5 μm
(4 - 373 μin)

标准误差 0.025μm（1μin）或5%相对偏差，以较大者
为准

10%相对偏差

30 s时的精度（2σ），0.3 mm准直器 0.003 μm @ 0.5 μm
(0.12 μin @ 20 μin)

0.02 μm @ 4.7 μm
(0.79 μin @ 185 μin)

Au/Ni/Cu的典型性能, FT210 Au Ni

测试范围 0.05 - 1 μm
(2 - 40 μin)

0.1 - 9.5 μm
(4 - 373 μin)

标准误差 0.025μm（1μin）或5%相对偏差，以较大者
为准

10%相对偏差

30 s时的精度（2σ），0.3 mm准直器
0.005 μm @ 0.5 μm
(0.20 μin @ 20 μin)

0.07 μm @ 4.7 μm
(2.8 μin @ 185 μin)



日立的全球服务中心提供全
方位的技术支持，帮助用户
保持业务连续性：

全球服务台

只要有问题，我们随时准备为您

服务。

在线诊断

通过我们的网站提供深入 

和快速的支持。

培训

帮助您充分利用仪器及其全部

功能。

延长保修期

给您额外的安心，避

免计划外成本。

维修服务

我们通过服务协议提供快速高效的维

修服务、再认证与维护，以确保您的

分析仪保持良好状态，避免任何计划

外成本。

我们的服务
FT Connect专为数据而构建。借助FT200系列灵活的数据处理功能， 
随时随地发送结果和报告。 
连通性

为了即时反馈和作出初步决策，分析结果会在主测

量屏幕上突出显示，以便用户能够立即采取适当的

行动。此外，FT200系列可以JSON格式发送结果，

随时与SCADA、QMS、MES和ERP集成，与现有更

广泛的生产流程无缝集成。

用户可以通过基于云服务的日立数据管理和存储系

统ExTOPE Connect向日立技术支持团队共享诊断

和仪器健康信息，以确保其FT200系列保持最高的

可靠性和效率。

报告

FT Connect软件包含强大的报告功能，可为内部用户

或外部客户生成可定制的报告。数据也可以JSON或

电子表格格式导出至本地或网络驱动器，供分析专家

仔细检查。

使用FT Connect实现无缝数据



下一步 ？

其他产品

请立即致函contact@hitachi-hightech.
com联系我们的专家， 
讨论FT200系列如何帮助您加快质量 
控制测试并实现100%检验。

更多信息

如欲了解更多关于 
FT210和 FT230的信息，请扫描二维码 
销售热线：400 621 5191

45年来，我们一直为众多行业提供镀

请前往hha.hitachi-hightech.com/zh/， 
在线浏览我们的全系列产品

热分析：DSC、STA、DMA和TMA用于先进材

料和物理性能分析。

原子吸收：用于电镀液中主要常量和微量以及

痕量污染物的分析。

手持式XRF：用于各种应用的快速和强大的

元素分析。

磁感应测厚仪：用于快速测量PCB铜厚、油

漆、阳极氧化和镀锌的厚度。

RoHS筛查：提供RoHS污染物包括邻苯二甲酸酯

等的解决方案。


